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Tableau 1 – Tolérances de températures
de choc thermique et fluides suggérés

Sous A – Température
Dans rangée Etape 2 – Tolérance de
température

Au lieu de: −40 0
30−  ,

lire: −40 0
10−  .
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Table 1 – Thermal shock temperature
tolerances and suggested fluids

Under A – Temperature
In row Step 2 – Temperature tolerance

Instead of: −40 0
30−  ,

read: −40 0
10−  .
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